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FIGURE 25.2. Signaux émis au point d'impact de la sonde.

Emission de rayons X

Pour un élément donné, si Iénergie des électrons de la sonde est suffisante,
on obtient I'émission de raies caractéristiques intenses et d’un fond continu
di au freinage radiatif. En général, on utilise les raijes Koy, ou Lo, pour les

€léments lourds. Les raies des différents éléments sont bien distinctes (loi de
Moseley) et Ia mesure consiste :
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tensités X caractéristiques émises par les points de
rmet de calculer les concentrations massiques
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b. Analyse quantitatlve
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il rétrodiffusion des électrons par les cibles ; ) ;
__ aux différences de volume ionisé selon la masse spécifique de la cible

et le niveau d’ionisation ; y
__ & la fluorescence due a des raies caractéristiques ou au fond continu.
Ces corrections établies d’aprés le modele de Bethe pour 1a diffusion des électrons
trations a mesurer. Leur
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servation de l'échantillon par
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II. MICROSCOPE A BALAYAGE

1. Instrument
<a construction que par le princl
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est de 'ordre du micron.

3. La cathodolg’minescence peut étre détectée par un
multiplicateur associé éventuellement a des filtres. La résolution

largement de I’échantillon.
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de I'angle solide d’émission.
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FIGURE 25.8. FIGURE 25.9.

FIGURE 25.8. Microfractographie. .
FIGURE 25.9. Diagramme anomal, fer voisin de (100).

Le signal des électrons rétrodiffusés a été moins souvent utilisé ; il permet
de distinguer les différentes phases d’un échantillon, le taux de rétrodiffusion
variant sensiblement d’un élément chimique a l'autre. Cette propriété est utilisée
depuis longtemps en microanalyse par sonde électronique pour compléter les

images par rayonnement X (16),

5. Observations physiques

La microscopie 4 balayage tend actu 5 :
ell 2 :
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a. Diagrammes anomaux
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